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摘要(译)

一种液晶显示装置，包括：第一基板，分为第一有源区和围绕第一有源
区的第一虚设区;多条数据线和栅线，沿长度方向和宽度方向排列在第一
基板上，以限定多个像素区域，形成在第一虚设区域内的公共电压线，
形成在第一有源区域内的多个有源像素，每个有源像素具有像素电极，
形成在第一虚设区域内的多个测试像素，每个测试像素具有像素电极，
第二基板分成第二有源区和第二有源区围绕第二有源区并键合到第一基
板，第二黑色矩阵形成在第二虚设区域内，具有对应于测试像素的开
口，第二黑色矩阵形成在第二虚设内通过多个不同宽度与测试像素的像
素电极重叠的区域和公共电极形式在包括第一黑矩阵和第二黑矩阵的第
二基板上，公共电极从公共电压线接收公共电压。
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